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1. Contexto
O Reconhecimento de Padrões tem como objetivo classificar informações (padrões). Dentro das muitas aplicações dessa área, podem ser citadas o reconhecimento de escrita, reconhecimento de fala e classificação de documentos em categorias.

Na maioria das aplicações, é vantajoso ter uma idéia do desempenho do classificador que será utilizado antes de testá-lo num ambiente do mundo real. É conhecido que a taxa de classificação correta desses artefatos sofrem quando os dados a serem classificados apresentam um grande volume de sobreposição entre classes.

Na literatura existem métricas para se determinar o volume de sobreposição dos dados, porém essas técnicas levam em consideração todo o conjunto de dados, tornando-se custosas. No artigo de Kim e Oommen [1] é proposta uma técnica para reduzir esse custo, que consiste em calcular as métricas sobre um conjunto de protótipos originados a partir da base de dados.

Nesse artigo, porém, muitos pontos ainda precisam de uma investigação mais profunda. Os valores das métricas calculadas para toda a base de dados e o conjunto de protótipos diferem e não foi estimada a incerteza que essa diferença representaria para a taxa de classificação correta de um classificador. Algumas métricas estudadas apresentaram uma diferença menor nesses valores do que outras, porém a razão desse comportamento ainda é um ponto a ser estudado.

2. Objetivo

O primeiro objetivo do trabalho é investigar o comportamento da técnica proposta por Kim e Oommen [1] para um conjunto mais abrangente de métricas de sobreposição, visando descobrir as melhores métricas para se utilizar em conjunto com a técnica e por que algumas métricas apresentam um comportamento melhor do que outras. O segundo objetivo é avaliar o desempenho de um classificador sobre várias bases de dados e comparar com os valores de cada métrica estudada, para assim ter uma idéia da incerteza que a técnica proposta em [1] insere para cada métrica.

3. Cronograma

	Atividade
	Agosto
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	Novembro

	Pesquisa e levantamento bibliográfico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estudo das métricas e definição das bases de dados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementação e avaliação
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboração do relatório e apresentação
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